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Procede de test d'un plan-merridire a acces Sequentiel, et dispositif ; 
semiconducteur de memoire a acces s^quentiel corresporidant. 1 

L'invention concerne les memoiijes & accfes - seqitenrtel^ eh - : 
pafticulier les fnettioires du type "premier eritre-premiersorti" (FIFO en 
langue anglaise), et notamment le test de ces memoires, qui utilise un 
circuit sp6cifique de test integre lors de la fabrication de la m6moire r et 
Talgorithme de test associe (connu par l'homme du metier : sous la» 
denomination anglaise "BIST" : Built In Self Test). 

Actuellement, un circuit de test lintegre a une m6mdirq et 
l'algorithrne de test assoei&permettent^ sur fcommande, d'ecrire dans le 
plan-memoire des mots specifiques de test;, puis de les extraire et de 
comparer les bits de test d€ : J bes"* mots %xtrki ts avec cles donriees binaires 
attendues. i -;-r:A* . v- 

Or, ceci n6cessite ^'utilisation d'une logique ; de j decddage 
connect6e en sortie du plan-m6moire, recevant par ailleurs Ids donrtees \ 
attendues, et dont Tencombrement est -d'autant plus .. important qye la 
largeur du ^ le nombre de bits des ~ 

mots de test, est importance, - ; — - — - ~ " - 

Par ailleurs, outre cet aspect pe^lis^nt .de l'encRrnbrement de 

- surface* jajie teUelogiquQ. d^ importahts de " 
realisation materielle ("routabilit^") desvdifferentes'cotinexionVfeh 

- different^-el6ments de-la-logique de~dSfcodage; ....... - . 

........ w; , L'inyentipn ^-yise^^^apporter ^np solution a ce.pf6bleme. u • - . 

'«-v L'invention apounbutde proposeriun test d'un plan-memoire & 

- acces sequehtiel^ tdtalement clifferent de teux pratiques jusqu'aloxs, et.qui 

' permette~ une realisation — particulrerement —simple ^conduisant- i ui\ - 
encombrement extremement reduit de la logique de- test, ai.vt • ??; 
. .. ^invention propose. done un. procede de test d'un .planTmemqire_ 
accfes sequentiel ca^abl^ cl^stocker p rribts de n bitsl fc>ians ^^ro^fl^^&i - 
ecrit.dans le plan-meirioire p mots de test composes chacun de n bits de 
' test. On extrait les p mots de test du'plan-memoire et on compare les bits de 
test de ces mots extraits avec>des donnees binaires attendues. 
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'■ < ; " : : Selon une caracteristique generaie-.de l'invention, on extrait 

: V& rt. ti v sequential lement les p mots de test et, pour chaque mot eourant extrait, on 
" > compare secjuentielleme'ntc respeGtivement les s n bits de test qui le 

.7 - ; composent avec n donnees attenduesr,avant dtext£aire : 4e mot de test 
si 1 S'.o suivant/ 1 - ' f ro t • ;ni 1: yr. - \r 7iJ.it t.fc ;;• 

En d'autres termes, contrairement aux tests classiques de Tart 
• r Ki ; e; / anterieur dansiesquels cnrcomparait simultan6ment en parallele les n bits 

- ; r " d'tiri mot de test' extrait avec un mot de donnees attendu, on^effectue, selon 

- - ■ ■ invention,: cetteicomparaison. bit par fbitlsequetitiieHement pour chaque 
luori io mot; gxtrait,' ce qui: penjaet rdfutiliser une logique;; deijcomparaison 

extremement :< simple, • comportant::>par. exetnple une porti^. logique OU 
rfi?: i' J *m. EXeUSIF/i • : u £ \.vh--:rw^(«'iGcr;p.oo -?h ^;ff rn - 

. : . : >u i j i ;r „ .:> Selon uirmode de mise<.6n .oeuvreidu precede, pn;.ecrit les p mots 
de test de n bits de fagon a obtenir dans le pi anr memoir e.une:configurati on 
^J.is>ri-i binaire? _iv.de ? tesfc en damier o Ees.i^donn^es! -C attendues sont alors 
r I " sequentiellement obteiiues ^a partir des combinaisons? f pgi ques respecti ves 
Ynht. e des adresses.de; iecture_des;mots ^e^testavec les rangstdes^bits de test dans 

r.- i v r . e ichaque mot Isa^s r vr^eou:.^ *j i o ^ * * Ok r ^; 

3:t. b c^ i :r r , UhwtelvmodeLde?misej^Joeuyr.e permet de. generer de fagon 
4 v , 20 c -b - extremement siniple les^donneescaittfendues. a : J( - 
r.^xl* i : 3. L/ln^ention aegalemer t.^Qui^ objetiindisppsi.tif semiconducteur 

. ir. ;;■ \ : :>.i?de mempire aracc^s s^qtisrLtieUioofnprenant un plan-m^moire capable de 
r , " ^ - : i: stocker p matsJdein bits^et'une togique de test conn^ct^e aux n sorties du 
: n -:v r ?sl« plan-memoire;- Get.te logique :de;^.st:comprend ,des-premiers moyens de 
25 test aptes a ecrire dans le plan-memoire p mots de test composes chacun de 
; ' ^ . n bits >de test ainsi.quei des deuxiemes -moyens de test aptes & extraire les p 
' : ... n.motslde itestxiu plar^m^moirefdlt . altjQmparer les bits ;de? test de ces mots 
> it- extraits avec^< des ^dohnees};bin aires ^ attendues. .t 7 l 
j-.vrj uIn; , fc»: r :y Selon une caracteris^ 

: . f "i 30(^0- . mpyenis de:test sont aptes a.extrai^elsequeri mots de test, et, 

io; i ' »/ o pour, -chaque r-motoi oouratifc s extrait, y a. -compater ?r: sequentiellement 
siiavs o: ;i3 ' respecti veraent les n bits v'de.jtest r qui •> le^ composent ^yec n donnees 
r*oi'r r-z^i'l ..attendues, avant d'extraire Id fmot. de' test, suivant; . : j ; . r. 

Selon un mode de realisation de rinventicti, ; les deuxiemes 
*ti-z\t 35 moyens de test coiTiportent: : 4 .: ^? .; € :^';o .r : v ? . r r 
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" - * • l un ensemble de n registres de sorties respectivement connectes 
aux n sorties du plan-mernoire, tous ces^registreSietant en outre chaines, 
a des premiers^ mpyens^de rcommande aptes a delivrer aux n 
regist^e^^dei sortie rain premier signal de jcomroande de ;fa£on a stocker 
simultanement dans ces n registres, les n bits de test du mot courant de 
ptest, : . . n v ■■•> J -jo*j ^-r-,-^ : *: . 

; i< » des deuxiemes moyens de commande ap_tes:-a t delivrer aux n 
Registres de sortie, uti deuxieme signal* de commande de fa9on k decaler 
' sequentiellement:leibit de test contenu dansam registre de la chaine, vers 

le registre\sui vant, et^extraite sequeqtiellement du registre situe en bout 
i de^ chained les n bits^de 'test duumot.de test courant, et j : 

- des moyens de comparaison aptes k comparer chaque bit extrait 
-dudit -rfegi^treursitti6 ^ennfeoutevde. chaines; ;avec la donnee attendue 
•■ corresporsdatite. < a Kneb -an;- -d'v .t> ; r.r ttiri > > • v.- ; ; > 

< d tO J.uChaque^bgistreJ dersartie est par' exemple. Aiiie bascule D 
^ pdsS(pdatlt^ une entree sd& xkmnSe ireiiee i&:ljune des: n; forties '*du plan- 
£ meittoire, utie entr6e*le3fcsf} uhe sortie de test, et une entree de commande 

de test pour recevoir successivement et alternati vement; le premier signal 
^ de: commande et ledeuxi&me signal v defcomma)nde. La sortie de test dune 

bascule est alors reli r 6e ii lientree detest de la« bascule adjacente de fa9on a 
t former ladite chatne; L!entt6e de /test de la premiere bascule de lachaine 
-est apte a^ recevoir une donnee initiale (par-jexemple presente en sortie 

d'tind autre bascule ou,bi§to r d ? ttn registre): Enfin, la sortie de test de la 

derniete bascule de la chawie est i:eli6e ktirie premiere entree des moyens 
- de. comparaison. > ! . \ e^o/n^ ):>j.*iq 1 t ar. •;]> znl A ; - ' >. m .i i.K. 
;::•> j ^ Ges moyens 1 de comparaison peuviertt comporteripar exempleune 

porte logique OU EXCLUSIF,r eventuetlement; associ6e k un inverseur. 

G6neralemeitt lesn registres tde;;sortie;> d'une memoire a acces 

sequentiel (FIFOipar exeinple) sbntideji/chaJries^et relies en serie avec 

d'autres chaines d'autrfes blocs* presents strr le circuit integre, pour" former 

une chatne de tes£ coririue par ; tfhomme du 5 m6tipr r sous la denomination 
-ariglaise de* "scan dhairiV ^invention est tci remarquable en ce sens 

qu'elle utilise eit partie cette chaine pour effectuer Je test selon l'invention 
; ^ BIST)^ * *v" — .■■ / - 1 r«'!i , .^r v ?: .*/>*.■. tV-- w\ 

Selon un mode de realisation de L'invention, les premiers moyens 
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' detestsontaptBsaeciireiespm 
' ■' s - * {:> : le plah-memoire une configuration 4 binaife ^ deltest eii damier. La logique 
de test comporte alors des moyens de generation aptes a generer 
1 :r t ?Av. 4 s64ueiitiellemeht "'les ; ^bfttt&s?- -afttehdy<gs^&- '''pSrt-ir des combinaisons 
•j.ii, * logiq^es respfectives deVadressds de leetiire test avec les rangs 

xo^-f-o- ' dfes lDits de test dans "eliaque mot lu: • l >- ^ :^ii>r,rv.: ; 
;u» ■ /ug,- i > ; . u^::.. j^. es fno^ens de gen^ratioil eomportent avantageusement : 

- des premiers moyens aptes af deli vrer le bit de poids faible de 
: " ^ :ir ? Ari chaqtie a<iresse de'lectufre;-^ r '>« * - ; ^ / ■ : . - 
^ C;i r i6 T r " ' ; uh ^ompteusr &p£e a ^d^t^iii^ un ; m 

rang d'un bit de test dari$4£<m^ 
O C ; r i, ^ i ^ : aes r deiaxi^rnes' feo^ri^iaptes r a deliver le bit de poids faible de 
chaque T mbt biriaire eoiicenu-d£^^^ >' •> 

: b -*vri a i : ! une^rte rogiqae^^^EXGLUSIF -deiit les deux entrees sont 
15 respectivement ' : 6bhri€ci66§ auxl diux r ^oitfes ^ de^- premier-" et deuxieme 
--'iir^*3.c^ + .i..'£j ao y^ ns ^; et ^orft'lai: sbrti&'deli VfS sISqfiientMIIement les donnees attendues. 
r* > : ;Jqf t;.v c*- '* D*atitre r s u u *1&vatftkg&sP' & et** 5 ^ea^ct^Bstiqufes^->'. ! de\* l'invention 
v 7. " ' * 1 ; * " - ? ? ■ a^paraitront* 1 S l^exianien * 'de la? d^Sci^tio*^. d'etaill^e *'de" 'm'fcdes de mise en 
:, .« v oeuvre et d^realisati^nV hiiilienSefit'lirniMfif s; : et> des dessins* annexes, sur 

J ; 2Q 1 ' ^lesijiiejls -: ' ■ - s-^-r. ^?ri J v?iV : ^el?/; ./ to?: . . / , -: ■ 0\ 

Ko;yn^ ; o; ^ ■ ja r figute c l illustre -s'dh^hiattquemeni uri-mode* 'de realisation 
* ■ ./ 1 7 r-'jj ;. d un ; dispbsftif \SeT membire 1 selbil^l ! inVfentiori^ et & «s ' 
" y ' s * >r figure 7 2- rfepreserfte n $ch6matiquenient um chronogramme 

1 1 temporel i^usirant ar un^ tobde^de^ itris© 1 en oeuvre^ dui <proced6 selon 
i v : 25* -- linventiohi cr - :^vi?^oooo2 bo^siU n »L , 

Sur la figure 1, la reference FF designe un dispositif de memoire 
}- . ; ; ^ a acbes ^equentieli^ ^ :i eXdmple 1( tod ; niSmoi^du type FIFO. 
: . ?: >5u ice, f Oe : ab : memdiie FF-ebttl^of te on pflari^memoire 'PMM capable de 

s 1- i stbefcer ;p u i'rid^ de cette 

::i :» gQ-rf ^^m^rnoire est dgale ^ p e^ a n: Dans 

xu - <}:rr » : l 5, exempl^decHt^Gi,-a deS- fi-hs ae r SiMFrlificTaTtion? jye^t ^egal^ 4 et n est egal 

• v :. ?]> : t. v^Sur- cette 'figurfer^les^^^fSrSnee's^ai designent les adresses de 
, i • . ^stbckage s r iiccessives des p -mots dans le plan-iine&ioire PMM. 

too C35. / , ; ^6criture et la lectlire* en inbde- normal de fbnctionnement sont 



» 
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: . effectuees de ifagon-classiqup^ par .des pointeurs d'ecriture. et de lecture 

. coramandes y 6gale$nent< de fagon classique, par des moy ens, de commande 

1 .hDlJi^o .-?,u i S£n ^multiBl^xeug ^MXJXB <-pprmet, < en. : r<5ppnse . si . ;un signal de 
, ■ 5-! :k ACpmiP.and^RB, de } Gpntr6lervles pointeurs. d*6criture etjde lecture du plan- 
memoire, soit a partir desmoyens de qomi^and^CPT (en rngde normal de 
m r.'j. fopctionnement), ,spit partir -degmpyens de Ar commande MT1 (pour un 
,o \ \ j ;i\ . rfonctionnement enimpdede test)... - - l - ( ; U nq 

De meme, la selection des<donnees a ecriye, dans le pi an-memoire 
i t -j U10 .s :rsfeffectue ; par rintera^d^jre^de^n ^ulty>],e^Qurs MUXi, comnjiandes 
.:^>:::r regalement par le .sigj^ r?r , j r? p 

;~ \ r , ; {Ci t r^ i Ainsiv e^ iaq4§i^^ les n donnees DD 

presentes sur ; l&tjpsr$on^ 
sr. ': ; j< o y^u ..<„.; P^contrs; en J*©d§< de testae sont des donnees binaires de test ' ^ 
on : i 15-'; b . r^D-F qui f §ORt &ctit(^$aR%£p, plan-m6nniiMre (i PMM. % , . v : r >jq - £ 
j!.-. ' ^ . i^.n^ que Jes, multiplexeurs % 

/ . / : : / MlJXi v $tj MUXft yf&xmen%; al6r^ v des f premi^rsj ,nxpyens de test aptes, en 
.1- • -i; 3o ?eombinaisonj .ayee l^d^ng.&iS de test D^^-^c^e.dans^e.pjlan-memoire p ■»•> 
Un? 3r^x 5f/n/,mc[ts de tesjt CQmpp§6^iGha^u%de^n bite de test, j^arjailleurs^selon un mode § 
20 de realisation pr6ferentiel, les premiers moyens de test t ecrivpnt les p mots <i 
a6b.\ ?iUihi : de test de p bit§ dg fajonja^ofetenir dans le pla^- f mempire une configuration 
de test en damier. Ui^e cpnfig\iratipn en damper, teUfi 5 que celle illustr6e sur 
Ja> figure >li est upe.-cpnf^u^ chaque mot de test 

iv. a- . : cpmporte une; alter nanee d^O etrl^.et dans l^quel(le les 0 et les 1 de deux 
25 mots ecrits a deux adresses successives sont mutuellement d^cales d'un 
s ;iri L-)bit;/ :( ... < : J O'l J .» ;? i V is J "I-j 

C i j q /Larin6mpire*F^ sortie BCO- 

; h jt. • \i. d ?vPG2. Ges regisfires de spjtis^ont^^ possedant chacune 

z::s:> » t ! une'entreejd^dp^nee JPii^liee ^t'l'unerdes n.sprjties ^u plan^nriernoire PMM. 
r.iir C 30 r* : .Chaque Jfeasqufle;!) pp.ss$de;par aillqurs ,un^n^^e:tes(.l^ % 4une sortie de 
S r g-? itestfSO et unefentr^e de cpmpiande de ; test TE^ ^ar, aiUeurs, chaque bascule 

est commandee temporellement par un signal d'horloge GK> 
>'•* r?; c s ^ ; s: :n JEnfin,> chaque baseule corqpqrte u|ie sortie de donn6e Q, 

■N fv i - . ' Ep mode<le:fpnqtionnqment jiormal, les n.<iojrinees extraites de la 
t c;, 35 ^ ; n memoire ; PMM sont dejivrees aux n entrees de r donpees respectives D des 
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bascules, puis delivrees aux n sorties derdonnees;-Q au rythme des fronts 
: > JlV{ ' rhontants du' signal* d'hbrloge GK. - * ? j j 

* ^ 4 ! • y f J Par cohtfe, 1 il en est afutrement^en mode de test, ..comme cela va 

maintenant etre explique plus en detaiL J *;( ilj 

" ; 5 " * - r - En effet, outre le fait que'ces h bascules soient respectivement 
;>* i i * 3 5 toririecteesaux h sorties du plan-iri^moire PMM par I'antermediaire de leur 
;f I*** -:>z i en tx6e de dorin6es -D,^elle>s r sont chaJridesf Plus* precisement; la sortie de 
test SO d'une bascule, BC1 par exemplevest>reli6e a Itentree de test TI de la 

• ■-*"» / ' bascule aidjaeerit^ 

r : j 16 ! jI? ailleiits, Ventre^ d^ test TI do ia^rfemierej*ascule BG2 de la chame est 
o* p «o 0 L reliee a'un mo^en de stockage^i^temat uhe donnee initialeDDI. En fait, 
: ii; I la-valeur de ce'Ke; donrieb MtiMe J h-a aucune importance,; comme on le 
v<: - v j 1 1 Sierra plus en d6tail ci-aprest: lJe>mb|yeh?de stockage peut etre par exemple 
•° la sdrtie d'tine avifre bascule d'un autre eMmbnt du: circuit integre. L'entree 
i Ul oi5 - TI die la premiete^iscuie BC^pe^ reliee k la ma^sse par > 

; ,eo 0 ~^s f £V^b|&ge? v.c^ue rw.'l .«?. . 1 -i: 4 * 0 iotq;i:.o': c. j s;so Til) 

m v ':. o ./dicS .l Toufes lesi enB-6es defe6yimatjde7de: test JTE're?oi vent un signal 
Yu v>J GB einana:rit *dfe<^ prend : 

par exemple la valeur 0, il constitueTalbrsoinpremier signal de commande, 
tCj .20" ; ' > j ; et ^uiife'^donri^^prS^se^ite- %> 1'enti^iID^iine^Ibascule est alors d6liytg& a la 

* Sortie' SO au frbnt m . i v ! 

t ;.xS >ir! ^ Parjcontre, lorsqtie le* signal GB prendL la^valeur 1, il constitue 

'» * -alors un ? deuxieme signal de t:dtnmaride et, dans ce 'cas, chaque bascule 
delivre : &. la ^sfortieS© 4a donnee prfisente k I'entreede test TI,.au rythme des 
' 25 r fronts montaftts -du* signal: :d!hottege GK.{; ; : G 

* rj srs..i\J.r.r\ La Stiiicture etf lb fonctionnerrxent d'une J:elle bascule D, 6quipee 
en outre d'une entree de test, d'urie^sbrtie : d& test et td'une entree de 
c t v. r - , . • -commanded db^testv sdnt parfaitfement-connus de TJiomme du metier. 

- P&r ^ill f eu1;s,dtebt prevu^des moyeris de compafaison formes ici 
! :t v 30 rA d'une pbrte!fogique'NON» OU EXGLUSIF PL2. Une premiere entree de 
• * - ■* ■{ cette porte lbgique P1I2 estireli6e .ai liasortie,>de tdst :SO;de la?bascule BCO 
ji\o^ 'is I:.' situee en>bout^de chained D'autre r ehtfee ide, la i porte logique PL2 regoit 
.yj )?.n y 1 ) - sequentiellement les donneesoattendues DAi. r I; -<ir> uo 
-rAr-f.i- > .« f ;La sbrtie^de cetteporte" logique P1L2 est un signal logique qui 

r 35 ::ri '*■ j prend la valeur O ou l , { au rythme desrebmparaisbns-, en fonction du resultat 
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vn • '* .. : de ces> cottiparaisofts. ;j ; . ^ ; . .i/.vil .r> 

Lorsqu'on utilise line configuration de test, en,damier, un moyen 
tr&s , simple de g6nerer les.dowiges, attendues ]3^i est illustre sur la partie 
basse de la figure K;r*j£*fc. fa. s » yufrj *l u;_'i^: v- .» w.; -- ? 
i : ; : :5 »i: o i. :n*H>?Piu& precisejnedPit, • ^ce; mpyen .consiste a effectuei> une 
u j : i ; L » a r" ^ u combinaison ldgique^du bit rde poids faible^SB t de Tadresse de lecture ai 
t- b : a' n I du motde tes&lu, et du bfa de poids>faifele J^SEf^du rang ngi du bit de test lu 
..J >.p T: ; :dans le fnotzcoxisidere.* .. *rq »\ 8 . ■ »:jar»t' -n* u - 
r..*S . - :n Plus pr6cisei3*ea% sipar example, Gpn^eplustre^sur la figure 1, 

j ;^ i iO' i ^I'adre&se de lecture ^ 

.ire ;r:;i .HlOal'.est 1'adresse 01, :qwecdya<j3rea^\;de; leofiure^ a2. est l^adresse 10 et que 
• .• o! .rc ^ 1'adresse de lectora^ 
•3/ s v deli vrer le bit de;poi^^^ 

^■t;r- J . la iyaleur 0. s%; 

v; -15 ■ f :j ^ii iPar ailteurs?m^ du signal 

d'horloge CK, va compter deOan-1. Si Ton suppose^ que: la valeur 0 est 
'? au : n represetitMi v^ l^ lpitde poids faiblede la valeur 

\ HO Ufdu©ompteurest€jg^ et 
^^.bf.jurmiOD a 0> pour le bk'ideitestdSSSxjLsii-v. n .0 Mjv.i;.:^ a!. -jK yv -»;■- - ■« 
si £ ; . f20 v -i.?t Dajcombinaisoai logiquei foible id^radrej^e de 

lecture . KSR: (ai) < et [ du . biife de> poids cfaible, . I^SJL (rgi) 0 de la valeur du 
a t a compteuir* ?dans la pottelpgique rNiONr^QWi ^EXGLUSIF, refSrencee PL 1 , 

i f : : . * :» j . f ournit bien sequentiellementiie&Yaleu^s 1 O et fj. eorrespqndant au mot de 
: i -? • /■£ test stocke & 1'adresse aQ da^s^lerpla[nrmeOTQi^PMMr> /. 

25 Bien entenidu) dap^ ier £&s A OiU: Je mot xte j£es$ stocke a 1'adresse aO 

svoli-'t , G aurait ete 0 LxO, la potter Ibgique PMc^urait L pt4.simplement une porte 
Ms :.-.,?r-5 -:logique:OTJrEXCIi*lJSiE;/b ,}«:■«: sJ> ;-. ; j/;rrj oiru'h 'o^o 'it 

;\';M7, b oh . On va maintenariUd&Crire plus^^d^aiLl^Lt^sSit^Vjpl&n-m^moire 
ioi i br?i7o'? r -PMMi en^se refemnt plu^^pai^ 2. 
: b ;h 30 • ^ , . j - Les.imoyeris.i^ le .-signal 

r .jS j'i .}-, Jd'horldgeXEJKpconfferemt tout dlabosdjlft- val^ut A au? signal, CB (premier 
licv..; • } .'signal de- cpmmande)jiEn^con^equ^ce,.a l'app.arition 4u premier front 
montant d'horloge CKl; les donn6es, de test DTQ, PT 1 et DT2 du mot de 
■•if : r: :i itest stocke ^ Tadress^ aOi :sont ^ simultanem^nt. delivrees aux sorties 
A.. : 35 ^ rrcrespectives devest SQdes bascules BG0,BCl.etBG2. Dans le meme cycle, 
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la donnee DTO, disponible a* la sortie ; de test r SO de la ; bascule BCO, est 

comparee dans la porte logique PL2 a la donnee attendue.DAO. Le resultat 

de la coitipafaisofifest fourni'par, la valeur.FAC^dviv signal FAi. 

-J i -Par ailteiirsv dans levrnSnfie <y<^e^4u^^?^'d^9^Qge, la donnee 

DT2 est disponible a I'entree de test XI de la baseule.BC^l. etla donnee de 

test DTI est disponible a I'entnSe de test TI. cJp la bascule BCO. 

i. t vj i Apres ie front montant OKI du. signal d'horloge* et, avant le front 

montant suivant CK2* les mojens de comipande MCI^ fo a 1 le 

signal GB (deiixieme sigrta) de cc^nipande):^, 3 >;r. r*ir-- ->< :i 

De ce fait, au front montant suivant GK2 du signaVd'horloge CK, 
il se produit un decalage des donnees disponibles en sortie de test SO des 
bascules, vers la bascule situ6e en bout de chaine. 

Plus precis£ment, la donnee initiale DDI est alors disponible a la 
sortie SO de la bascule BC2. La donnee de test DT2 est disponible a la 
sortie de test SO de la bascule BC 1 et la donn6e de test DTI est disponible k 
la sortie de test SO de la bascule BCO. Cette derniere donnee peut alors 
etre testee par comparaison dans la porte logique PL2 avec la donnee 
attendue correspondante DAI. 

Au front montant d'horloge suivant CK3, le signal CB est 
toujours a 1. De ce fait, c'est maintenant la donnee DT2 qui est disponible 
a la sortie de test SO de la bascule BCO et qui peut etre comparee k la 
donnee attendue DA2 dans la porte logique PL2. 

A cet instant la, Tensemble du mot de test qui etait stocke dans le 
plan-memoire PMM k Tadresse de lecture aO a ete teste. 

Pour tester le mot de test suivant, qui avait ete stocke a 1'adresse 
de lecture al qui est maintenant disponible en sortie du plan-memoire 
PMM, les moy ens de commande MCD refont passer le signal CB a 0, ce qui 
a pour consequence, au front montant suivant CK4 du signal d'horloge, de 
delivrer en sortie de test SO des bascules BC2, BC1 et BCO les bits de test 
DT2, DTI et DTO de ce mot de test suivant. 

Puis, apres ce front montant d'horloge CK4, le signal CB est a 
nouveau mis a la valeur logique 1, et le processus de decalage et de test 
sequentiel des bits de test du mot de test s'effectue d'une fa?on analogue a 
celle qui vient d'etre decrite pour le mot de test precedent. 

II convient done de noter ici que la donnee initiale DDI 
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1 n'intervient jamais* dan s f 4e < test et par consequent sa.yaleur est sans 
- importanefe. 1 1; : "=> - > £ i " i \i 

; / i ,p i ^invention a done penriis 5 un test* tres simple du plan-memoire, a 
1 : '-i la fr^qUe^S%nornialfe>'de cfanctionneTrient ' duHcircuit, et en utilisant line 
.v tunr/ii ^iogiqt?e- deftest extremement simplest r6duite. - : v ; 

.0 " »* i o! L'invention n'est pas limit6e aux modes de realisation et de mise 
: : - v feri r - oeuvre- { qui -^Wiennent ^d'Stre" :d6crits/^ mais.-; en- embrasse toutes les 
f s - - - ^viariantes. Ainsi, le test selon ^invention .pourrait s'appliquer aisement a 
une m6moire a aeces^equentielMu:type dernier entr^rpremier sorti (LIFO 

ti r . , "".oqf ib ?/iv:i,r . ' 3!?: blr; o&vnob j;f .:.fi^i^rj.<iac .i * -. 
ci -i :--;>ib xTd la. v sb on nob sJ. .£08 r:L;j?rGr; .>] . ; \.„ 

TO /i-nyi; " in^v;^^. ^vof:^!' .nLVioai ;~ofr ,:Y. 

. *?» .... * , -3;ioo?^ .. :.'-\ s .^ - ■njt.vijj^ ^b jam t ; le^^o; "cues ri 
. ii0.n,H r-r : 'j r>:;.G:> r\ii.i;'ii"; jfii.;x~ i 1r;v i s jp. U r : ~sj.,-u . . 

sb. € »^ '"; L r t v'> ub iCiO 'a^vfui :: -mco/u :;f ^-r 1 . rxo^jp^^oy Ti..o;i/. 
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' ' a - •'' ' - y ••' REVENtHCATlONS ' ? ■• ! 

1. Precede de test d'un plan-memoire^ acces^sequentiel capable 
: v > d c de stockef p mbts de°n bits, 1 pF6c r ede-ddn& lequfePon ecrit dans le plan- 
: .i fnemoire'p mots ;'de test ^compose ctiafciM* d6 h'bits detest (DT), on extrait 
' t0 : - -ids p 'mote de tes't c dix pl^n-rtembire et on compare* !^ test de ces 

' 5' Ln hibte : extraits av^e'des dohriees binaires atfehdues (DAi)^caracteris6 par le 
' J 4 v fait qu f oh extt2it4^quentie test, et pou^ chaque mot 

:h\ ; - no ~ ^^^nt 'extrait bfr ^ les n bits de 

r i i nobii r/ ■jgj- qi |j le compbkfent a^fec n J donn62s l Sttfetidues' (DAi),%vantd , extfaire le 

mot de test suivant. v r ^ ' 1 :r 

tjj;-, ; rtfj f u.o ; 2. : Prdbgd£' seiofilM%eVfefla^ti6'*l J v caracterise par le fait qu'on 

sh srVrjna "- r, ^tlfesp mo\^ de test 4 de^'^^ 

j ' °* * b : nn uriSWhfi^ les donnees 

t.;-:q (TT> ^£tte n &ueS* sbnPs^qu^n^ 

ft * J >™*r« idiiqtres resp^etivbfc "des accesses d&Rttttte<&i? des M&ts 'd&'test avec les 
b! o^Lft Vaft%s ( <^ bi-jmr.ioo 
^./r^-H f! oh $zz* s :3;5^|§^^ s itif %eniicdhddfet^f } de^m6rrioire a 'access sequentiel, 
1 3 c; *' h ° * fcomprenant W pf ah-m6m6ire F (PMM$* Salable de docker p mots de n bits , 
jirui.Tir oh nti^Sj urie idgiqiie 1 de test/ eonri^e^e^au^ "ri ^sdrtieS ' du plan-memoire, et 
~ nu ~ cbmptenanfd^^ leplan- 

20 memoire p mot§ v &e f fbst comp6sS' ? eKacluri &e" h' bits de? test ainsi que des 
r) i j i - v! deuxiemes J 'rhoy8iis v de test aptes ^fextraire les p mots de test du plan- 
' ' ' ™ i memoire et : &^ ces ^nbts^ extraits avec des 

donnees binaires attendues, caracteris6 par le fait' que - les deuxiemes 
t • ; v 2 r ,? ^ C y en £ ^fe test^otif Sgfe^e^t^fePsfi^entieJlement. les p mots de test, et 
r - 25 ' OD l p6ur ^cftaq^ f s6qUentiellement 

uj ?i <,;< t ^ ^espefctivbm^ le> Cdmposebt avec n donnees 

c-, 7;:o;fi^ii;.«; n . — .:: : ^ ^r^Bispbsitif selon^ par le fait que 

^ vvi ^ o: fies deiixi^es^o^en^^de test'fe ^ ru- 

?n!ib J3(jj •;>;:, Ensemble* de n-rejgiStr^s-dfeJ stirrties'<BGi) ^respectivement 

connectes aux n sorties du plan-memoire, tous ces registres 6tant en outre 
■ j..*. ^'chaines,^* rj - : ^ » f '- " v s a! no';^ ^iji. :^^r ' . 

- des premiers ittoyenS de commaride (MGE))raptes a delivrer aux 
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n registres de >sortie un premier signal de commande (CB) de fa$on a 
stocker simultanement dans ces n registres, les n bits de test du mot 
\\; icourant de-test^-, \ M.r.'^ i -'br- j csfc hLt:n 
■-/.»»] J : ; f e;? aocfes^eux^ aptes a d61ivrer 

3 r / 5 r o ( f aux n registres de sortie ^unfdeuxifeme. signal de commande (QB) de fagon & 
:.o ? r decaler s.equentiellement ,4e bit de ^est ,qontenu dans ,i}n r^gistre de la 
5- 3 n chame, vers lejregistre.suiyant, et 7 extrai^e ^.j^uCTUeliep^pt du registre 
;oii ? ? ; iflositue en bout de chaine 5 JeSr-q bits de,test r du jnot de te^t courant, et 

-1 - lOi^ . bextrait^dudit i-egistore ^itji^^^ avec la t donnee attendue 

correspondante. r ?l : - ■ j 

r;</Lip . ' i -u;r Vy= . Disgositif .s^to^ \§ reYpn^cat^4 r; caracterise par le fait que 
sikrn>/ ;r*Ofcaque^gi'st^ entree de 

r^r rrn ;e! dopn^(P>r^i^ detest 
i i - .>-:15 .om.j^ (TE) pour 

£ ;i rxv i .3 .r^coypi^ g sucGes^iM^^ntb §k alt§matiyen?pm ir le, prgmigr signal de 
commande etle,deu?^s^ (CB) ? par le fait ^ue la 

c l jii.^?, .sortie de jtest test de la bascule 

, .211,/ n e b aloadjaeente,de.fa§^ que l'gntree de test de 

-3 ,c20rn? x la pcemier^feascule d^4a e cfeaine,,~est apfe a recevqif une donnee initiale 
-rrw r ■ rr* (DDI), pastie st que ^ 

•> >. premiere; entree des- m ^ > f i 

f:? * : :*c;t6. Disposit^ 

*iles moyens^de con^^aigo^;^^ porte logique OU 

'o ( J2V3 * j , u { J if?, DjSrposjtif^lqji;!^^^ a 6, caracterise par 

; r i ej i - : j j 1 1 ; le>fai t que- les ^emiersimo&^ns dp ^^^09£^tes c ^6cajre I9S p mots de test 
^:v: 1 ; ; a de n bits deafaeon kipbtemr^n^ 

binaire de test v en^£ji*ier^efc^ comporte des 

. l r30 moyens,de -g6n<^ sequentiellement les 

donnees attendups | part«c des ^^eqni^in^spns.^Qgigues. respectives des 
? : ; i be ,<adresse$)de leeture -jd^S impfSid^ test^ayec Jes rajng.s des bits de t$st dans 
\. j u-u j t« " : chaqufeimot.lu.jf \ .< ...cmarn- jn . L *r u - - , ,v; r : { : r 

8. Dispositif selon la revendication 7, caracterise par le fait que 
>'.•.♦.:; 35 iii: les jn^oygns>cle:g6n6rTatiQij cpjnportent : r - _ 
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- des premiers moyens (Ml) aptes a delivrer le bit de poids faible 
de chaque adresse de lecture, 

- un comppjur (CT)^apte & contenir un mot binaire representatif 

du rang d'un bit del test dans lie mot courant extrait du plan-m6moire, 

. . i f~ , • ; • - — . .. 1 ci; \ ? : 

! - des deuxjiemes moyens aptes si delivrerUe bit de poids faible de 

chaque mot binaire contenu dans le compteur, et 

- une porte logique OU EXCLUSDg (PL1) dont les deux entrees 
sont fespectivement connect£es aux deux sorties desditst. premier et 
deuxieme moyens, et dont la sortie' ^lelivre sequentiellement lesdites 
donnees attendues.O^' S 



1 er depot 



1/2 

FIG.1 









.0 ^ * 


, - ». : .... ;*t\ > 


>. f r;iG 


- r I 'fil l. 




-A. ub. j/j 






? ? MTi ? 








CPT , 




• ."'sT' .i? 










' *t 


j \ n ■ 








7 j : ' . / . 




vo! ' ■ : 


w ' : ; 1 


£ .J 









DD-A 



DT-^ 



n 



M..-f.K 





MUXi 



MUXB 



PMM 



0 



DTO 

L 



^BCO hs::; 



DT1 



1 


0 


1 


0 



I I I 

I I I 

I I I 

t I 1 

I I I 

I I I 

I I I 



DT2 



0 


1 


0 


1 



I I I 

I I I 

I I I 

I I I 

I I I 

L-| A 1- 



l I I 

I I I 

I I I 

I I I 

!a3la2ia1 
i i i 

V v— 



I 



Q 

D SO 



TE Tl 

IS 



BC1 



Q 

D SO 



TE Tl 

i 

BC2 



Q 

D SO 



TE Tl 

i= 



DTi 



PL2 




aOj 
/ 



CB 



A A 

DDI CK 



■+ 



n 



DAI 



| M1 LSB(ai) 
CPT| -^LSB(rgi) 




CB CK 

J L 



MCD 



FAi 



-DD 



1 er depot ** ! 





I JNSTfTUT 

national ob 
ia mofniiti ' 

tNDUSIRICLLK 



regue le 23/03/01 

BREVET D INVENTION 
CERTIFICAT D'UTILITE 

Code de la propriety intellectuelle - Livre V! 



N° 11235*02 



DEPARTEMENT DES BREVETS 

26 bis, rue de Saint Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

Telephone : 01 53 04 53 04 Telecopie : 01 42 94 86 54 



blsiGNATiON D'INVENTEUR(S) Page N° 4. . / . 4. 
(Si le demandeur n'est pas I'inventeur ou ['unique inventeur) 



Cet imprime est a remplir lisiblement a I'encre noire 



OB 113 W/260899 



Vos references pour ce dossier 

(facultatij) . \ 


B 00/4 11 3 'FR FZ 


N° D f EN REGISTRE M E NT NATIONAL 




— r^r 

TITRE DE L' INVENTION (200 caracteres ou espaces maximum) ■* v 

Proc6d£ de test d'un plan-m£moire & accSs s£quentiel,- et dispositif semiconducteur 
de memoire a acces s^quentiel c<prrespondarit . „. ..J 

; r i » 1 f : 

: • ; 1 

1 : 


LE(S) DEMANDEUR(S) : 

; • i 

"\' r < " "' ~ i - ~** 5 ' 

Soci§t6 Anonyme dite : STOicroelectronics SAT J \ 

-v-- *>-^ • * . . T ~« ~ i * 

t ! ; 
I * 
1 ■ - j 


DESIGNE(NT) .E.N JAOT_QU f lNyENTEUR(S) LiUS^9!!!SL? l i..'??!^.^ M *l![9'*S-5?5SB! B LS? 0 \IV } ^ 9 }1 t ? e trois invent€urs - 
utilisez un formulaire identique et numerotez chaqiie page en indlquant le ^npmbre4otal de pages). 


Nom „ i ... 


MAUjqi^j^ y rl jyy r * ;\ 


Prenoms- " . . ..... 


-Mara "* - — . • - • " * 


Adresse 


Rue 


' .0 * ; j ! / \ 

12 rue Jean Provost? 5 

! .' _ 


Code postal et ville 


38000 1 Grenoble ! .. 


Societe d'appartenance (facultatij) 


s ; 


Nom — \ 1 ' 


AboFs — *; - k • — 1 


Prenoms . •. jr. A ' i ; / ■ f 


Thomas ^ ! i>A- I f * 


Adresse 


Rjje 


14, rue Joseph BOUCHAYER 


Code postal et ville 


38100 | GRENOBLE 


Societe d'appartenance (facultatij) 




Nom ' r " ~ "~ 


AraAGNAT""\ *~ "~ ™ — - j — 


Prenoms ^ 


Paul A ! 


Adresse 


Rue * 


mmt ^ , ><w ^ l 1 — 77Z7T. — ~ — . ... TZ^ZTTT. — ) 

50v rue- Get5rges"Maeder " 


Code postal et ville 


^8170 ' 1 t" SRYSRTNKT 


Societe d'appartenance (facultatij) 




DATE ET SIGNATURE(S) 
DU (DES) DEMANDEUR(S) 
OU DU MANDATAIRE 
(Nom et qualtte du signataire) 


A. CASALONGA ! 
(bm 92-10441) * 
Conseil en Propri6t6 Industrielle 



La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a Tinformatique, aux fichiers et aux libertes s'applique aux reponses faites a ce formulaire. 
Elle garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de I'lNPI. 



TP 



